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Монокристали силікатів з рідкоземельними елементами мають широке застосування в якості сцинтиляторів. Однак, їх фізичні властивості сильно залежать від співвідношення основних елементів і вмісту допантів та домішок. Для вирішення задач контролю складу монокристалів широко використовується рентгенофлуоресцентна спектрометрія, важливою перевагою якої є експресність і точність аналізу.


Зазвичай, використання цього методу аналізу передбачає побудову градуювального графіку із застосуванням значної кількості зразків для врахування взаємного впливу елементів. Альтернативою є використання математичних методів, які базуються на фізичних моделях розрахунку теоретичних інтенсивностей елементів, що входять до склад зразку, зокрема, методу теоретичних поправок (α-коефіцієнтів). Цей метод дає можливість виконувати одноеталонний та багатоеталонний аналізи шляхом розрахунку коефіцієнтів впливу елементів, що заважають визначенню, та подальшого розрахунку виправленої інтенсивності цільового елементу.


З метою контролю стехіометричного співвідношення лютецію та гадолінію у монокристалах складу LuxGd2-xSiO5 в рамках даної роботи було порівняно дві фізичниі моделі розрахунку α-коефіцієнтів: модель з використанням зворотних питомих інтенсивностей (ЗПІ) і модель з використанням стискуваного зразку (СТЗ).


Було оцінено можливість та знайдено межі застосування метода α-коефіцієнтів для одноеталонного рентгенфлуоресцентного аналізу стехіометричного співвідношення лютецію та гадолінію в монокристалах LuxGd2-xSiO5.


Також було показано принципову можливість використання метода α-коефіцієнтів з двома різними фізичними моделями (ЗПІ та СТЗ) для одноеталонного визначення вмісту лютецію та гадолінію в системі LuxGd2-xSiO5. Знайдено оптимальний опорний зразок для аналізу цієї системи, який дозволяє знаходити концентрації лютецію та гадолінію у наступних діапазонах: 4,28 – 9,26 % для лютецію та 75,92 – 77,07 % для гадолінію, використовуючи модель зворотних питомих інтенсивностей; та 7,61 – 9,57 % для лютецію та  61,44 – 70,95 % для гадолінію, використовуючи модель стискуваного зразку.

